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Dotychezas mierzono profile (przekroje) archi-
tektoniczne, kamieniarskie i innych bry! (takze
o krzywej linii przekroju) przy pomocy apara-
téw mierniczych, lat, podzialek, wegielnic i sto-
likéw mierniczych, a czasem takie przy pomocy
metod fotogrammetrycznych. Pomiary wykony-
wWane przy pomocy wymienionych przyrzaddéw sa
Zmudne 1 czesto niedokladne, a przede wszystkim
pracochlonne.

Wad tych nie posiada przyrzad wediug wyna-

lazku. Zdjecia dokonywane przy pomocy tego

przyrzadu otrzymuje sie w sposéb prosty i lat-
Wy, pomiary zas sg bardzo dokladne.

Fig. 1 przedstawia schemat przyrzadu w wi-
doku z géry.

Przyrzad wedlug wynalazku sktada sie z belki
B, posiadajgcej punktu obrotu O, umieszczony
w dowolnym punkcie papieru, na ktérym wy-
znacza sig przekréj zdejmowany. Belka B pola-
czona jest z lunets staly Ly, nie ruchoma w
plaszezyinie poziomej, a ruchoma w plaszezyi-
nie pionowej, uruchamiang za pomoca gatki

GLy, jak rownmiez z lunets Ly, uruchamiansz w
plaszczyZnie pionowej za pomoca galki GL4, ru-
chomg w plaszczyZnie poziomej 1 sprzezonej
sztywno z wodzidltem W, wchodzagcym do suwa-
ka S, uruchamianego gatky Gs wzdluz prowad-
nicy P réwnoleglej do osi optycznej luneyt Lo
i przymocowane} szfywno do belki B. Suwak S
poigczony jest sztywno z plytka Z, na ktoérej
umieszczony jest znaczek X w odpowiedniej od-
legiodci, zaleznej od podziatki wykonywanego
zdjecia, przy czym podziatka znéw zalezy od sto-
sunku, w jakim 2znajduje sie odcinek belki B
zawarty pomiedzy osia obrotu lunety L;, a csia
przechodzgca przez punkit obrotu prowadnicy
wodzidla A, znajdujacej sie na suwaku S, do od-
legtosci osi optycznych lunet Ly i Lo, przy ich
réwnoleglym poiozeniu, do odcinka zawartego
pomiedzy osig obrotu lunety L, i réwnolegla do
prowadnicy P, przechodzaca przez punkt obrotu

*¥) Wiasciciel patentu oSwiadezyl, ze twores
wynalazku jest inz. mgr Zbigniew Palasinski.



wodzidla 4, znajdujacy sie na suwaku S. Po-
dziatka wykonywanego zdjecia zaleina jest réw-
noczeSnie od stosunku odcinkéw 2:1. Odeinki,
te otrzymuje sie przez poprowadzenie réwhnole-
gie] do prowadnicy P przez znaczek X i przeci-
najacej belke B w osi prezechodzacej przez pun-
ity cbrotu lunety Lo i 0§ obrotu O belki B.

Dzialanie przyrzadu pelega na tym, Ze na sto-
Jiku mierniczym (ewentualnie rysownicy) z roz-
pietym arkuszern papieru umieszeza sie ten
przyrzad, ustalajac punkt obrotu O w punkcie
obrazujacym na pepierze stenowisko wykony-
wanego zdieniz, tak jak sie to dzieje przy zna-
nych zdjegeiach  stolikowych!, Lunety Ly i Lo,
rrzez ktére przechodzy promenie §wietlne, skie-
rowywuje sie przez poziomy obréot belki B na
mierzony punkt L’y,,. Przesuwajgc suwak S
glaka Gs wzdiuz prowadnicy P ustawia sie znak
fwietlny L’y lunety L, az do pokrycia ze zna-
kiem §wietlnym L’e w punkcie mierzonym Liy, .
a wowczas na papierze, w miejscu, gdzie znaj-
duje sie znaczek X, zaznacza sie obraz punktu
mierzonego w podzialce, o kibérej poprzednio by-
ia mowa. W ten sam sposdb dokonywuje sie
pomiaru nastepnych punktéw profilu, dostep-
nych optycznie z przyjetego stanowiska.

Przy zdejmowaniu wielkich profili, np. rzutéw
budynkéw, nawiazuje sie do nowego stanowi-
ska znanym sposcbem stosowanym dotychezas
przy stoliku mierniczym. |

Pomiar dokonywany przyrzadem wediug wy-
nalazku jest bardzo szybki, umozliwia kontrolg

.optyczng wykonywanego pomiaru, pozwala na
- zdejmowanie punktéw niedostepnych lecz wi-

d¢ocznych. Egczy w sobie zalety metod istniejg-
cych., Pozwala na odwzorowanie dJdowolnej
linii krzywej. Wrysowuje sie tylko punkty zdej-
mowane bez konstrukciji.

Zastrzezenie patentowe

Przyrzad do graficznego pomiaru profili, zna-
mienny tyim, Ze skilada sie z posiadajgce] w do-
wolnym miejscu punkt obrotu (O) belki (B), do
ktérej umocowane sg dwa lunety (Ly i Lg), zktd-
rﬁﬂch luneta (Lg) jest nieruchoma w plaszezyZnie
poziomej, a ruchoma w plaszczyZnie pionowej,
luneta (L) za$§, ruchoma zaréwno w plaszczyz-
nie poziomej jak i pionowej, sprzezona Jest
sztywno z wodzidlem (W) wchodzacym do suwa-
ka (S), ruchomego wzdluz prowadnicy (P), réw-
noleglej do osi optycznej lunety (Ls), przy czym
suwak (S) polaczony jest sztywmo z plytka (Z)
zaopatrzona w znaczek (X).
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